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Reévision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment reva par la Commission afin d’assurer qu’il refléte
bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a ’éta-
blissement des éditions révisées et aux mises 3 jour peuvent
&tre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

® DBulletindela CEX

® Rapport @activité de la CEX
Publié annuellement

@ Catalogue des publications dela CE X
Publié annucllement

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® I1E C Bulletin
% Report on IE C Activities
Published yearly

@ Catalogue of 1 E C Publications
Published yearly

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont| définis ici les termes spéciaux se rapportant & la
présente publication.

En ce qui| concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & I Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Eleciro-
technique Inl[ernational (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séphrés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index géné-
ral étant publié séparément. Des détdils complets sur Je V.E.L
peuvent étre pbtenus sur demande.

Symboles Taphnques et littéraux
Seuls les
inclus dans 1§ présente publication.

Le recueil
la CEI fait Fobjet de la Publication 1

Les symbdles littéraux ¢
font I'objet de Ia Publicatioir2

qui énumére
Comité d’Ety

his publication

o IE C Publi-
ulary (LE.V.),
5 each dealing
published as a
Il be supplied

raphical and letter symbols

Qnlivspecial graphical and letter symbols are included in
is publication.

The complete series of graphical symbols approved by the
IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved byl the IEC are
contained in I E C Publication 27.

Other L E C publications prepared by the spme
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which
lists other IEC pu}blications issued by the Technjcal Committee
which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DEUXIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 384-1 (1972)

Condensateurs fixes utilisés dans les équipeiments électroniques

PREMIERE PARTIE: TERMINOLOGIE ET METHODES D’ESSAI

PREAMBULE

1) Les décigions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, prépg
représenfés tous les Comités nationaux s’intércssant & ces questions, expriment dans 1a
internatijonal sur les sujets examinés.

2) Ces décifions constituent des recommandations internationales et sont agréées commg

3) Dans le [but d’encourager 'unification internationale, la CEI exprime le voe
regles n}fonales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure otrte
entre la

clairs dans cette derniére.

La présente publication a été €tablie par |
pour équipements électroniques,

Des pragjets furent discut€s fegs~des
1973. A la suite de e
I’approbation des Comité

Les pays suivants &

ecommandation de la CEI et la régle nationale corresponda it, da a du possible, étre ing

Etudes ot sont
bible un accord

ux.

btent dans leurs
[oute divergence
iquée en termes

bt résistances

Btre utilisée.

et 4 Milan en
fut soumis a

Norveége
Pays-Bas
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni
Espagne Sueéde
Etats=Ynis d’Alll\:l;qu\a Sasse
France _ Turquie
Hongrie Union des Républiques
Israél Socialistes Soviétiques

Japon Venezuela
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SECOND SUPPLEMENT TC PUBLICATION 384-1 (1972)

Tixed capacitors for use in electronic equipment

PART 1: TERMINOLOGY AND METHODS OF TEST

FOREWORD

1) The fofmal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Techpica
Commlittees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible,\a
on the}lsubjects dealt with.

2) They

3) In ordgr to promote international unification, the 1E C expresses the wish
the IHC recommendation for their national rules in so far as nationa
recominendation and the corresponding national rules should, as fay’as possible

This publication has been prepared by I
tronic Efuipment.

Draftd were discussed a v S W asti
As a resplt of this lafter megti i
Commiftees for approvalun a Six™Months’ Rule in November 1973.

The fpbllowing ¢

ich all the National

kensus of opinion

in that sense.

adopt the text of
between the IEC

stors for Elec-

1 be used.

Milan in 1973.
to the National

Poland

Romania

Spain

Sweden
France Switzerland
Germany Turkey
Hungary Yriomrof-Soviet
Israel Socialist Republics
Japan United Kingdom
-Netherlands United States of America

Norway Venezuela
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DEUXIEME COMPLEMENT A LA PUBLICATION 384-1 (1972)

Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques
PREMIERE PARTIE: TERMINOLOGIE ET METHODES D’ESSAI

Dans le sommaire, ajouter le paragraphe suivant :

422 Vari

Page 4
Dans le soH

25. Varia

Page 14

Ajouter les

4.22 Vari
La varia
a) caract

b) ceeffi

4221 Cg

4.22.1.1 1
de capacité
cision et cg

42212 L

htion de capacité en fonction de la température ....................../.. D

hmaire, remplacer le titre existant de I'article 25 par:

ion de capacité en fonction de la température .........

SECTION DEUX - TER

paragraphes suivants:

t gexprimer de deux maniéres:

sur une gamme dofinée de\température a I'intérieur de la plage des températures correspondant a la

condensatsg
de 20 °C.

ur. Elle s’eXpringe normalement en pourcentage de la valeur de capacité a la température

eS variations
ECS avec pré-

catégorie du
de référence

4.22.2 Caefficient de température de la capacité et dérive de capacité aprés cycle thermique

Les termes caractérisant ces deux propriétés s’appliquent aux condensateurs dont les variations de capacité en
fonction de la température sont linéaires ou approximativement linéaires et peuvent étre énoncées avec une cer-
taine précision.

Pour ces condensateurs, la variation de capacité pour une température quelconque, comprise dans la plage des
températures correspondant a la catégorie, peut étre considérée comme composée de deux paramétres.

4.22.2.1 Cefficient de température de la capacité (a)

Le ccefficient de température de la capacité est le rapport de la variation de capacité, mesurée aux extrémités
d’une plage spécifiée de température, a la variation de température la provoquant. Il s’exprime normalement en

millioniem

es par degré Celsius (10-¢/ °C).
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SECOND SUPPLEMENT TO PUBLICATION 384-1 (1972)

Fixed capacitors for use in electronic equipment
PART 1: TERMINOLOGY AND METHODS OF TEST

Page 3

In the contents, add the following sub-clause :

422 Vdriation of capacitance with temperature .............. .. ... .c.co.o.... o0 15

Page 5
In the contents, replace the existing title of Clause 25 by:

25. Varlation of capacitance with temperature ................ .. 35

SECTION TWO - TER

Page 15

Add the following sub-clauses:

4.22 Vapriation of capacitance with temperatyjre
The variation of capacitancg wi

a) tendperature characteristic oRcapacigance |

b) temperature c@

4.22.1 Temperature chqractegistis

42211

rizing this property apply mainly to capacitors of which the variations of capacitance

as a fundtion o earQr non-linear, cannot be expressed with precision and certainty.
4.22.1.2 S e chayacteristic of capacitance is the maximum reversible variation of capacitance pro-
duced over a give eraltfre range within the category temperatures. It is expressed normally as a percentage

of the cqpacitance rela o a reference temperature of 20 °C.

4222 Temperature coefficient of capacitance and temperature cyclic drift of capacitance

The terms characterizing these two properties apply to capacitors of which the variations of capacitance as a
function of temperature are linear or approximately linear and can be expressed with a certain precision.

For these capacitors, the variation of capacitance for any temperature, within the category temperature range,
can be analysed into two components.
42221 Temperature coefficient of capacitance (o)

The temperature coefficient of capacitance is the rate of change of capacitance with temperature measured over
a specified range of temperature. It is normally expressed in parts per million per degree Celsius (10-¢/ °C).
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4.22.2.2 Deérive de capacité aprés cycle thermique

La dérive de capacité aprés cycle thermique est la variation irréversible maximale de capacité observée a la tem-
pérature ambiante pendant ou aprés Pexécution d’un nombre spécifi¢ de cycles de température. Elle s’exprime
généralement en pourcentage de la valeur de capacité a la température de référence. Celle-ci est normalement de
20 °C.

Les conditions de mesure, pendant ou aprés le cycle de température, la description du cycle de température et
le nombre de cycles doivent étre fixés.

SECTION TROIS — METHODES D’ESSAI

Page 34

Article 25| remplacer le titre et « A I'étude» par:
25. Varigtion de capacité en fonction de la température

25.1 Meéthode statique
25.1.1 Les mesures de capacité doivent étre faites dans les Conditipns, p n applicable.
25.1.2 Lg condensateur doit &tre maintenu

a) 20 & 2°C;

b) température minimale de catégorie £ 37C;
¢) températures intermédiaires

d) 20 & 2°C;

) température m
g) 20 X 2°C.

Si cela est|exigé pour K y il faut éviter
le choc thermigye o

25.1.3 Legme ¥e s doivent étre effectuées a chacune des températures spécifiées ci-depsus, une fois
que le co i équilibre thermique.
L’état d’
intervalle|d’au.moins 5
de mesu

doit &tre considéré comme atteint lorsque deux mesures de capacité effectuées a un
in ne différent pas d’une valeur supérieure a ’erreur pouvant étre attribuge a I'appareil

La mesure des températures effectives doit étre faite avec une précision compatible avec les prescriptions de la
spécification particuliére.

Il convient de prendre soin, au cours des mesures, d’éviter la condensation ou la formation de givre sur la surface
des composants.

25.1.4 Dans le cas d’essais de réception, la spécification particuliére peut prescrire une procédure réduite, par
exemple les mesures d), /) et g) correspondant a la plage des températures comprises entre 20 °C et la température
maximale de catégorie.

25.2 Meéthode dynamique

En variante a la méthode statique des paragraphes 25.1.2 et 25.1.3, on peut employer une méthode dynamique
utilisant une table tracante. Les condensateurs doivent étre soumis a une variation lente de température.
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4.22.2.2 Temperature cyclic drift of capacitance

The temperature cyclic drift of capacitance is the maximum irreversible variation of capacitance observed at
room temperature during or after the completion of a number of specified temperature cycles. It is expressed nor-
mally as a percentage of the capacitance related to a reference temperature. This is normally 20 °C. -

The conditions of measurement, during or after temperature cycling, a description of the temperature cycle and
the number of cycles, must be stated.

SECTION THREE - METHODS OF TEST

Page 35

Clause 2§, replace the title and ‘‘Under consideration’” by :
25.  Varlation of capacitance with temperature

25.1  Stqtic method

25.1.1 Measurements of capacitance shall be made under ¢ specification.

25.1.2 The capacitor shall be maintained at
a) 20 3 2°C;
b) lowgr category temperature = 3 °C;
¢) intdrmediate temperatures, if required
d) 20 £ 2°C;
e) intgrmediate tempera
£ upger categor
g 20 = 2 °C.

If requirdgd for a particular the relevant specification shall prescribe whether thernpal shock is to
be avoidgd or whe

25.1.3 Capagitd r the capacitor
has reacl i

The conglition oft acitance taken
at an intervalofinot Tessthan 5 min do not differ by an amount greater than that which can be atfributed to the
measurixlng apparatus.

The measurement of the actual temperature must be made with a precision compatible with the requirements of
the detail specification.

Care must be taken during measurements to avoid condensation or frost on the surface of the components.

25.1.4 1In the case of acceptance testing, the detail specification may prescribe a reduced procedure, for example
measurements d), £) and g) covering the temperature range from 20 °C to the upper category temperature.

25.2  Dynamic method

As an alternative to the static method of Sub-clauses 25.1.2 and 25.1.3, a dynamic plotting method may be
employed. The capacitors shall be subjected to a slowly varying temperature.
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